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干渉を用いた計測方法は、距離計測や光断層撮影法の様に積層した対象の内部構造を求める方

法として広く用いられている。生体組織や薄膜材料のような多層構造物を計測する際には、構造

体からの微弱な信号光に対して表面や基板面で生じる強度の高い反射光（背景光）除去が課題と

なる。このとき、完全に逆位相の光を干渉させることにより背景光除去が可能であり、干渉計測

分野で取り入れられてきた。しかし、逆位相の光を発生させるためには高精度の偏光素子など必

要であるが、超短パルスのような広帯域光では、光学素子の波長依存性によって完全な背景光除

去は困難である。超短パルスの利用は選択性の高い高機能計測や非線形計測等において重要であ

り、背景光除去により薄膜計測や非線形イメージングの性能を大幅に向上させる可能性がある。

そこで我々は、これまで開発してきた周波数制御された光コムによる全帯域位相制御手法[1-4]を

応用し、超短パルス計測において背景光を選択的に除去する手法を考案した。 

実験では Er ファイバ光コムの繰り返し周波数 frepとキャリアエンベロープオフセット周波数 fceo

を周波数制御し、パルス列のキャリア・エンベロープ位相がパルスごとに 180 度ずつ回転するよ

う設定した(図 1(a))。原理検証として、Si ウェハーの微弱な内部反射と強い透過光が混在したスペ

クトル干渉像から、内部反射光のスペクトル干渉像だけを顕在化した。強い背景光が混在した場

合、図 1(b)のように強い透過光による干渉縞により微弱な干渉縞が埋没してしまう。しかし 180

度の位相差を持つパルスを干渉させることで透過光由来の干渉縞を選択的に除去し、内部反射光

による微弱なスペクトル干渉信号が得られた（図 1(c)）。光コムの周波数制御により、安定して微

小信号を検出することが可能となり、検出器の飽和抑制にも効果的である。 

 
図 1．(a)実験系概念図。(b)Siウェハー透過光、および(c)透過光除去後のスペクトル干渉信号。 
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